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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2-12: Circuits intégrés numériques —
Spécification particuliere cadre pour les
circuits logiques programmables (PLDs)

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de . armalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de rormalisation dans les
domaines de l’électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, . blie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d’études, aux travaux desquc's tou: Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, _ouvsrnementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travcy. > Coi collabore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditic1s fi:ées par accord entre les
deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions (2c iniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné ue ies Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de <:eco."ma. Zations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniq 'es ~u guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d’encourager 'unification internationale, les C. mit’ s nationaux de la CEl s’engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entro la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes cleirs ('ans cette derniere.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernan.'e \narquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est <.ec are conforme a I'une de ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certe. ns ues éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété inte''ec.'elle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié Je teis droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationa's CZ!" 60748-2-12 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits
intégrés, du comité d’Atuc=s 47 de la CEIl: Dispositifs a semiconducteurs.

Cette norme est une s écification particuliére cadre pour les circuits logiques programmables
(PLDs).

Le texte de ce'lte norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47A/594/FDIS 47A/605/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro
de spécification dans le systéme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS -

Part 2-12: Digital integrated circuits —
Blank detail specification
for programmable logic devices (PLDs)

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizatic» comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the (|\EC is 0 promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and e 'ectronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Thir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the <bject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmcntal urganizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaboratcs cic-ely “with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ yed |y agreement between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical mati.rs express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each v :nincal committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendation~ for ‘nte.~~.ional use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or ~uia s and they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC Natior.2| C mmittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to <~divate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity wi*ii ¢ne ¢ its standards.

Attention is drawn to the possibility tnat s. ne Jf the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not bc he'd responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC £9/42 2-12 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated
circuits, of IEC technical cc mini‘tee 47: Semiconductor devices.

This standard is a blan: detail specification for programmable logic devices (PLDs).

The text of this-=tandar.' is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47A/594/FDIS 47A/605/RVD

|l ir.forr.aation on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

‘oti.ng indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number

in

the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

s supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2010. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or

+ amended.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2-12: Circuits intégrés numériques —
Spécification particuliére cadre pour les
circuits logiques programmables (PLDs)

INTRODUCTION

Le systeme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques fonctianno
conformément aux statuts de la CEIl et sous son autorité. Le but de ce systéme est de détnir
les procédures d’assurance de la qualité de telle fagon que les composants ‘'ac.-ornigues
livrés par un pays participant comme étant conformes aux exigences d’une syécitication
applicable soient également acceptables dans les autres pays participants zans nécessiter
d’autres essais.

Cette spécification particuliere cadre fait partie d’'une série de spéciica.ions particuliéres
cadres concernant les dispositifs a semiconducteurs; elle acit e€'re utilisée avec les
publications suivantes de la CEl:

CEI 60747-10/QC 700000:1991, Dispositifs a semiconductetrs - vixieme partie: Spécification
générique pour les dispositifs discrets et les circuits irtég. és

CEIl 60748-2:1997, Dispositifs a semiconducteurs.— Circuits intégrés — Partie 2: Circuits
intégrés numeériques

CEIl 60748-11/QC 790100:1990, Dispositifs‘a semiconducteurs — Circuits intégrés — Onziéme
partie: Spécification intermédiaire pour le >.circuiis intégrés a semiconducteurs a I'exclusion
des circuits hybrides
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS -

Part 2-12: Digital integrated circuits —
Blank detail specification
for programmable logic devices (PLDs)

INTRODUCTION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is operated in accordance
with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of this system is to
define quality assessment procedures in such a manner that electronic components released
by one participating country as conforming with the requirements of an applicable
specification are equally acceptable in all other participating countries without the need for
further testing.

This blank detail specification is one of a series of blank detail specifications for
semiconductor devices and shall be used with the following IEC publications:

IEC 60747-10/QC 700000:1991, Semiconductor devices — Part 10: Generic specification for
discrete devices and integrated circuits

IEC 60748-2:1997, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 2: Digital integrated
circuits

IEC 60748-11/QC 790100:1990, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 11:
Sectional specification for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits





